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成果摘要： 

一、成果内容简介、关键技术、技术经济指标：1、成果内容简介：自动椭偏仪是一种对薄膜厚度和折射率进行非破坏

性快速测量的仪器，是半导体集成电路工艺监控中必要的关键在线检测设备之一。西安交通大学徽电子研究所承担了椭

圆仪专题攻关任务。攻关的重点是提高可靠性和实用化程度。仪器的功能和技术指标：(1)单层透明膜折射率和厚度测

量。(2)双层透明膜折射率和厚度测量。(3)SIO3膜上多晶硅膜厚度及消光系数测量。(4)衬底光学常数的测量。2.关键技

术：(l)仪器的可靠性设计与工程化实施技术。(2)样品对准光学系统。(3)旋转检偏器驱动马达的自动稳速系统。(4)光强

自动控制系统。(5)轨式1/4波片自动插入和抽出系统。(6)光电探测系统的偏振效应及非线性消除技术。(7)系统的控制软

件、数据处理软件技术。(8)软件容错能力和汉字化显示其打印界面。3.技术指标：(1)准确度和重复精度(以厚度1000A

左右的SiO膜为准)：测膜厚准确度：±8A；测膜厚重复精度：±1A；测折射率准确度：±0.005；测折射率重复精度：

±0.001；(4)适用6in硅片测试。二、经济、社会、环境效益及推广应用前景：该所已具备了小批量生产和供应AUEL-III

型自动椭偏仪能力，AUEL-III型功能、技术指标及可靠性都与国外同类产品相当。因此，AUEL-III型仪已完全可以代替

国外产品并在半导体集成电路及器件的生产线中进行工艺监测。目前已有两家用户：绍兴华越微电子公司和北京燕东微

电子公司。从价格上看，仅为国外进口产品的l/4左右。从社会效益看，仅该所的一台AUEL-lII型仪从1993中度开始运行

以来，已为西安地区许多单位进行了服务。椭圆仪以其测量、高精度和高效益而著称，不仅是半导体集成电路工艺监控

中必要的关键在线检测设备，同时也广泛地应用于光学薄膜、生物薄膜和表面化学反应研究和生产中。因此，该仪器具

有明显经济、社会效益和良好的推广应用前景。三、成果转化的可行性：该所拟将自动椭偏仪试用，使用户真正认识到

该仪器具有与国外仪器相当的可靠性和精度，价格便宜。该所认为AUEL-III型自动椭偏仪技术上已经成熟，在有关方面

支持下，完全可以占领国内商场并向国外出口。 
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